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Resumen  
 

En la toma de decisiones empresariales un elemento fundamental es la información procedente 
del entorno. En los últimos tiempos la cantidad de información sigue una progresión exponencial 
lo que obliga a gestionarla  para poder localizar información que aporte valor a los tomadores de 
decisiones. Es necesario utilizar sistemas de vigilancia e inteligencia empresarial que permitan 
monitorizar la búsqueda de información y detectar oportunidades o amenazas. 
En este trabajo se describe la  implantación en una empresa innovadora del sector de la 
metrología, de  un sistema de vigilancia e inteligencia empresarial. Se describe  la metodología 
seguida, los softwares y herramientas estudiadas, realizando representaciones visuales de los 
actores en el campo de la metrología mediante la realización de mapas tecnológicos.  

 
Palabras clave: Inteligencia Empresarial, Sistemas de Información, Toma de decisiones 
empresariales. 
 
 
1. Introducción  
 
Cada vez más las organizaciones dependen del uso de las tecnologías de la información para 
ser más competitivas convirtiéndose así en organizaciones intensivas en información. La 
empresa necesita innovar y para ello necesita estar al día de los avances en su sector.  
 
La información se convierte en un valor real que les confiere ventajas competitivas. Sin 
embargo, la cantidad de información en el mundo crece de forma exponencial generando una 
cierta angustia en los tomadores de decisiones empresariales. En la época actual, debido a la 
globalización de los mercados y a la explosión de Internet se hace difícil conocer la 
información relevante de un sector determinado. Es necesario utilizar sistemas de vigilancia e 
inteligencia empresarial que permitan monitorizar la búsqueda de información y detectar 
oportunidades o amenazas. 
 
2. Objeto 
 
Implantar un sistema de vigilancia tecnológica a través del cual monitorizar la búsqueda de 
información para los factores clave de la empresa.  



 

 
Identificar las tendencias en el campo de la Metrología Dimensional, detectando las líneas de 
investigación así como los autores e instituciones principales, utilizando las representaciones 
denominadas mapas tecnológicos.  
 
3.  Presentación del caso  
 
Se analiza el caso de una empresa cuya actividad principal es la metrología dimensional. Se 
trata de una PYME localizada en Alava cuyas principales características son:  
 

� Se trata de una empresa avanzada en gestión. Posee acreditaciones ENAC y además 
pertenece al Cluster del conocimiento.  

� Participa como líder y como socio en proyectos internacionales. 
� Uno de los pilares de su estrategia es la innovación, desarrollando continuamente 

nuevos productos y procedimientos de medición. 
� Poseen varias patentes a nombre de la empresa y como autores individuales. 

 
Estas características convierten a Unimetrik S.A. en empresa apropiada para obtener valor y 
mejorar su proceso de innovación a través de la implantación de un sistema de vigilancia.  
 
4.  Metodología  
 
Se siguen las metodologías de VanRaan y Noyoons (2004), Small  (1999), Saviotti (1995) así 
como las recomendaciones y enseñanzas  de Escorsa y Maspons (2001) adaptándolas al caso.  
Las etapas en la aplicación de un sistema de vigilancia e inteligencia al sector de la metrología 
dimensional, realizadas han sido las siguientes:   
 
� Definición del sistema de vigilancia e inteligencia empresarial centrado en las 

oportunidades y amenazas detectadas en un análisis DAFO de la empresa.  
� Planificación de personas captadoras de información así como fuentes internas/ 

externas de cada uno de los  factores clave  detectados.  
� Análisis de  los sistemas de búsqueda, recuperación y bajada de la información 

exterior y realización de plataforma de archivo y consulta.  
� Identificación de fuentes de información; bases de datos de las que extraer 

información para la realización de los mapas tecnológicos.  
� Determinación de los cruces y elaboración de matrices de co-ocurrencia. 
� Elaboración de los mapas  y extracción de conclusiones.  
� Incorporación del análisis realizado a la estrategia de la empresa. Se contrasta y 

discute con la empresa las visualizaciones obtenidas logrando extraer conclusiones 
calificadas como de gran interés por los responsables de I+D de dicha empresa.  

� Valoración global del trabajo 
 

5.  Definición del sistema de vigilancia e inteligencia empresarial. Identificación de 
factores clave.  
 
Se consideran la utilización de factores clave como el método que permite aportar más valor a 
la toma de decisiones empresariales. La forma de identificar los factores clave varía en 
función de tamaño y tipo de empresa, de forma general, se obtienen buenos resultados 
realizando un análisis DAFO empresarial.  
 



 

Una vez realizada esta reflexión sobre las capacidades y debilidades de la empresa, se discute 
y reflexiona acerca de las oportunidades y/o amenazas de la empresa y donde aportaría más 
valor el sistema de inteligencia competitiva. Finalmente se concretan cuatro factores clave 
recogidos a continuación (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Factores clave  
� NUEVOS MERCADOS Objetivo: detectar nuevas aplicaciones.  
� MANO DE OBRA 

ESPECIALIZADA  
Objetivo: disponer de un listado de centros con 
personal especializado. 

� SEGUIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA DEL 
ENTORNO. 

Objetivo: Prever los ciclos económicos para 
reaccionar. 

� NUEVOS PARTNERS Y 
SOCIOS PARA 
COOPERAR 
(NANOMETROLOGÍA 
EN 3D) 

Objetivo: Conocer los equipos de investigación y 
las entidades a las que pertenecen los autores 
punteros en estos campos. Se trata de buscar 
nuevos partners.  

 
 
6.  Análisis de  los sistemas de búsqueda, recuperación y bajada de la información 
exterior y realización de plataforma de archivo y consulta.  

 
6.1.  Panorámica de herramientas posibles. 
 
Para la información vía Internet, se analizaron diversos softwares de inteligencia. Desde 
softwares completos que realizan todo el ciclo de vigilancia e inteligencia  hasta herramientas 
informáticas con una función determinada como la búsqueda (metabuscadores) o 
herramientas que son capaces de clusterizar la información. El objeto es ofrecer una visión 
valorada de las últimas herramientas en la búsqueda y recuperación de información. Por 
ejemplo se analizaron y expusieron los siguientes softwares recogidos en la Tabla 2:  
 

Tabla 2. Softwares de vigilancia. Fuente Fuld &Co y elaboración propia 
BotBox Brain Brandpulse 

Brimstone C4U CI-Master 

Comintell Knowledge 
Xchanger 

Copernic Corporium 

FindAgent I2 Suite Of Products Knowledge Works 

LexiQuest Mine Market Signal Analyzer Netmap 

Touchgraph NetViz Pathfinder 

Vivísimo Persector Propietary Software 

Sagent Solution Strategy TEMIX 

Text Analyst TrackEngine VigiPro 

Grokker  Wincite WisdomBuilder 

 
 
 



 

6.2.  Plataforma de consulta y archivo  
 
Después de estudiar la eficacia de diversas formulas de traslado de la información al personal 
de la empresa, se decide utilizar un formato simple de hoja Excel que conjunte el DAFO, con 
cada uno de los factores clave. En la Figura 1 se recoge a modo de ejemplo este formato para 
un factor clave. 
 

RECOLECTOR 
FECHA DE 
CAPTACION

FECHA DE 
CADUCIDAD 

Validez del 
dato en 
días DATO DETECTADO 

CENTROS FORMATIVOS Dirección Web Teléfono Localización 

Instituto de Máquina herramienta http://www.imh.es 943 744 132 Guipuzcoa (Eibar) 15-12-04 15-12-05 365
Numero de alumnos con formación Técnica en Máquina 
herramienta (nivel FP) 

15-12-04 15-12-05 365
Formación Profesional continua: "Curso Máquinas de medir por 
coordenas" "Curso Medición por Inteferómetro laser" 

Jesus Obrero http://www.j-obrero.es 945260166 Vitoria 15-12-04 15-12-05 365
Fabricación mecánica , mantenimiento y servicio a la 
producción 

Instituto Tecnológico metalmecánico (AIMME) http://www.aimme.es 961318559 Valencia 15-12-04 15-12-05 365

Tienen Ingeniería de Producción. Formación en Calidad. 
Laboratorios.  Muchas empresas asociadas y muy activos en 
I+D 

Centro Español de metrología http://www.cem.es/esp/novedades.htm 918074700 Madrid 15-12-04 15-12-05 365
Convoca becas para especialistas en Metrología. diversos 
niveles: Técnico Superior/medio/FP3

Center for Precision Metrology.- University of North Carolina  http://www.cpm.uncc.edu/ (704) 687-2303 Charlotte USA 15-12-04 15-12-05 365 Laboratorios. Master y PhD en Metrología

Coordinate Metrology and Measurement Laboratory- Ohio 
State University http://rclsgi.eng.ohio-state.edu/cmml/ 15-12-04 15-12-05 365

Investigación en "3D coordinate metrology" además de 
educación

Metrology Research Institute.- Helsinki University Of 
Technology http://metrology.hut.fi/cgi-bin/index.cgi 358-9-451 2288

OTANIEMI, ESPOO.- FINLANDIA

15-12-04 15-12-05 365 Cursos de Undergraduate y postgraduate

CURSOS DE ESPECIALIZACION Dirección Web Teléfono Localización 
Centro Español de Metrología http://www.cem.es 91 8074700 Madrid 15-12-04 15-12-05 365 Curso sobre máquinas de medición por coordenadas 

Metropack (Tekniker/Mondragob Sistemas/Labein) http://www.metropack.org 944892400 Bilbao 15-12-04 15-12-05 365 Curso "Calibrar para competir" 

Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial http://www.ffii.es 902 402992 Madrid 15-12-04 15-12-05 365
Cursos sobre Gestión de la Calidad en Laboartorios y entidades 
de Inspección 

Centro Formación AENOR http://www.aenor.es 914326125 Madrid 15-12-04 15-12-05 365 Gestión de la Calidad 

Megacal Instruments Ibérica S.L. http://www.megacal.com 915710024 Madrid 15-12-04 15-12-05 365 Cursos: "Calibración de Temperatura" "Calibración de presión" 

Gabinete de Servicios para la Calidad http://www.gscal.com 915519252 Madrid 15-12-04 15-12-05 365
Curso "Calibracióny Cálculo de Incertidumbres en equipos de 
Lab"

Association Métrologie Grand-Sud- 
http://mip2.insa-
lyon.fr/Métrologie%20Qualité/MGS&insa.htm

lyon.fr/Métrologie%20Qualité/
MGS/Presentation%20carte.ht

m CEDEX 15-12-04 15-12-05 365
Curso:"Controle Tridimensionnel Optique" "Systemes de 
numérisation 3D" 

Collège Francais de Metrologie 15-12-04 15-12-05 365

Mitutoyo Institute of metrology
http://www.mitutoyo.com/NewsEvents/semina
rs/index.shtml

630-978-6469 
http://www.mitutoyo.co.jp/global.html 15-12-04 15-12-05 365

Varios cursos de todo tipo "Calibración" "metrología 
dimensional" CMM etc

Metrology Training Center
http://www.aist.go.jp/aist_e/organization/metr
oltrain/metroltrain_main.html

81 29 8612422
AIST Tukuba, Ibaraki 305-8561, Japan 

National Metrology Institute of Japan. El centro de 
Formación es el Metrology Training Centre http://www.nmij.jp/newenglish/index.html

CONGRESOS Dirección Web Teléfono Localización
Congreso Español de metrología http://www.congresodemetrologia.org 976 71 62 75 Zaragoza 15-12-04 15-12-05 365 Instituto tecnológico de Aragon

Metromeet 2005. http://www.metromeet.org/
944 805 183 

Bizkaia 15-12-04 15-12-05 365 International Conference in Industrial Dimensional Metrology

International Metrology Congress http://www.cfmetrologie.com/index_congress.htm 15-12-04 15-12-05 365 French College of Metrology 

Congreso Interamericano de metrologia http://www.sencamer.gov.ve/ Colaboran Nist, PTB ...etc 

Landamap 2005 
http://www.lamdamap.co.uk/

7th International Conference and Exhibition on Laser Metrology, 
Machine Tool, CMM and Robot Performance 

Euspen 2005. 5th International Conference (Montpellier)

http://euspen2005.univ-montp2.fr/

Topics de la conferencia: Mechanical ultraprecision machining 
processes
- Physico-chemical microfabrication processes
- Nanometrology and characterization at nanoscale
- Ultraprecision machines and control
- Latest developments in design and manufacture of  large  and  
nano  optics
- Microsystems, MEMS, MOEMS and energy sources
- Nano-micro integration, engineering at nanoscale
- Applications of nanotechnology to new functionalities (optics, 
micro - optoelectronics, chemical eng., biomedical or biological 
eng.,). 

FUENTE 

 
Figura 1. Plataforma de consulta y archivo de un factor clave  

 
7.  Identificación de fuentes de información; bases de datos de las que extraer 
información para la realización de los mapas tecnológicos.  
 
A través de la información contenida en bases de datos se busca identificar las instituciones 
líderes en el campo de la metrología dimensional así como los principales autores de la 
misma.  
Tras realizar diversas comprobaciones y posibilidades de acceso se tomo la base de datos 
INSPEC como referencia. La base de datos INSPEC cubre los campos de física, electricidad, 
electrónica, telecomunicaciones, computers, tecnología de control y tecnología de 
información. Contiene alrededor de 7 millones de registros sumándose cada año alrededor de 
400000 registros.  
 
Los parámetros de las búsquedas introducidos en la base INSPEC fueron los recogidos en la 
tabla 3: 
 

Tabla 3. Parámetros de la primera búsqueda 
 

 

 
 
 
 
 
 

#1 ((metrolog*) in TI,AB,DE,ID) and ((dimensiona*) in TI,AB,DE,ID) and (PY=1998-2004) and 

(LA=ENGLISH) = (281 records) 

measuring machines (366 records) and 3Dimension (78196 records) = (67 records) 



 

8. Elaboración de los mapas  
 

Una vez captados los datos, se extractaron los campos que permitirían posteriormente extraer 
conclusiones; serán los campos:  

AA: Afiliación del autor. Campo que contiene la universidad, corporación u 
organización para la cual trabaja el autor en el momento de publicar el artículo. 
AU: Autor. Contiene el nombre o nombres de los responsables de los contenidos 
intelectuales del documento original.  
DE: Descriptores. Términos del Thesaurus de la base de datos.  
ID: Identificadores. Términos libres que identifican el contenido del documento 
original 
SO: Fuente. El  campo SO contiene la cita bibliográfica del documento original. 
PY : Año de publicación. Contiene el año de publicación del documento original.  

 
Se realiza un estudio cienciométrico de los mismos determinando indicadores de primera y 
segunda generación mediante la utilización del software estadístico SPSS.  
Se realizan recuentos de todos los campos arriba mencionados. A modo de ejemplo se puede 
ver en la Figura 2 fuentes o publicaciones de los artículos sobre el campo de trabajo, con 
mayor frecuencia de aparición: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Fuentes principales  
 



 

En la Figura 3 se pueden observar los organismos a los que pertenecen dichos 
autores.
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Figura 3. Organismos de Afiliación de los autores 

 
Los mapas se definen como representaciones visuales del estado de la tecnología en un área 
determinado. Para llegar a realizar estos mapas debemos elaborar primero las matrices de co-
ocurrencia. La matriz de la Figura 4 muestra el número de veces que las palabras (autores, 
descriptores,…) aparecen conjuntamente. En la siguiente figura se muestra un extracto de 
matriz co-ocurrencia del campo Au-Au:  
 

 
Figura 4. Matriz de co-ocurrencia AU-AU 

 
A partir de estas matrices se elaboran los mapas utilizando dos tipos de análisis multivariante: 
ACPCAT, análisis de componentes principales para datos categóricos y Escalamiento 



 

multidimensional de datos (ALSCAL, Alternative Least Squares Scaling). En la siguiente 
figura (Figura 5) se muestra uno de los mapas elaborados para el campo metrología 
dimensional. En el se aprecia las relaciones entre los autores que publican en dicho campo, al 
objeto de localizar grupos de investigación que aporten e incluso participen en proyectos de 
I+D de Unimetrik S.A.  

 
Figura  5. Mapa de los Autores del campo metrología dimensional  

 
9. Conclusiones y valoración empresarial  
 
Una vez implementado el sistema de vigilancia así como realizada la etapa de inteligencia, se 
intento medir la utilidad del mismo de forma cuantitativa en la toma de decisiones 
empresariales. Sin embargo no fue posible debido a que sería necesario disponer de datos de 
al menos un año para valorar los retornos generados por el sistema.  
 
Así pues, se decidió realizar una valoración cualitativa mediante encuesta a los tomadores de 
decisión de dicha empresa. Los resultados de la misma muestran la satisfacción de la misma 
con los conocimientos adquiridos incidiendo en la estructuración y búsqueda de la  
información así como sobre los métodos de búsqueda. Se valora también como positivo el 



 

mayor conocimiento del campo de actividad de la empresa a nivel mundial y la detección de 
potenciales socios.  
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